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conflicting national standards (dow) 1 9‘ -01

Annexes designated "normative" are part of the pody of the standar
Annexes designated ninformative" are given only for information.
In this standard, annexes A, B, ¢ and ZA are normative and annexes

and £ are informative.
ENDORSEMENT NOTICE

Q
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ANNEX ZA (normative)
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This European StandarQ@r orates by dated or undated reference, provisions
from other publications< se normative references are cited at the
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dated references, subsequent ents to or revisions of any of these
publications apply to this Europ@’| andard only when incorporated in it by
amendment or revision. For undateﬁ ergnces the latest edition of the
publication referred to applies.

NOTE : When the international publication @ been modified by CENELEC
common modifications, indicated by (mod), relevant EN/HD applies.

1EC /@
publication Date Title pﬂw Date

359 1987 Expression of the performance of - @! ! -

electrical and electronic measuring

equipment 9
Other publications: ‘ ;@

IS0 31 - Quantities and units - Parts 0 to 13 6
ISO 1000:1981 - SI units and recommendations for the use of thelr multiples and /
certain other units G
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXPRESSION DES QUALITES DE FONCTIONNEMENT
DES SYSTEMES DE MANIPULATION D’ECHANTILLON
POUR ANALYSEURS DE PROCESSUS

.

Oé AVANT-PROPOS
Q

1) Les décisi accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
e

Comités d'Et U sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment
dans la plus grénd@ mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions co@x nt des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les

Comités nationaux.

3) Dans le but d'encouragef I'unifigation internationale, la CEl exprime le voeu que tous les Comités nationaux

conditions nationales le p tent. Toute divergence entre la recommandation de la CEl et la régle
nationale correspondante doit, dans fa mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette
derniére.

adoptent dans leurs régle ;Eionales le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ou les

La présente Norme international 516 établie par le Sous-Comité 66D: Appareils pour
I'analyse de composition, du Comi é&tudes n° 66 de la CEl: Instruments, systémes et

accessoires électriques et électroniq

!’essai et de mesure.

*
Le texte de cette norme est issu des doc(@ts suivants:

DIs pport de vote

4

66D(BC)12 ®(BC)15

S

ayant abouti a 'approbation de cette norme.

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus don@ute information sur le vote

Les annexes A, B et C sont normatives et les annexes D et E s@uformatives‘

Dans la présente norme, les caractéres d'imprimerie suivants sont em@és:

- prescriptions et définitions: caractéres romains; }

NOTES: petits caractéres romains;

- termes définis a l'article 3 et utilisés dans toute cette norme: carao@ﬁmains
gras.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAMPLE HANDLING SYSTEMS
* FOR PROCESS ANALYZERS

{90’
OO FOREWORD

)6 EXPRESSION OF PERFORMANCE OF

which all the Nation mittees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an internati nsensus of opinion on the subjects dealt with.

1) The formal decisk@ greements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
'ﬁ:l SJ

2) They have the form of n@n endations for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense. 6

3) In order to promote internatio&niﬁcation. the |IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the |IEC re mendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between t & recommendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated i’the latter.

D

This International Standard has b@epared by Sub-Committee 66D: Analyzing
equipment, of IEC Technical Committée . 66: Electrical and electronic test and
measuring instruments, systems and acce Zs.

*

The text of this standard is based on the follow cuments:
DiS Reporh\ioting

66D(CO)12 ez%

Full information on the voting for the approval of this standard M‘be found in the Voting
Report indicated in the above table.

Annexes A, B and C are normative and annexes D and E are informat@

In this standard, the following print types are used: 6

- requirements and definitions: in roman type;

- NOTES: in smaller roman type;
- terms used throughout this standard which have been defined in clause\3:*bgld

roman type.
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INTRODUCTION

La plupart des analyseurs de processus ou d’environnement sont congus pour travailier

ans des limites spécifiées des propriétés du fluide échantillon (par exemple pression,

int de rosée), au point d’entrée aussi bien qu'au point de sortie de I'échantilion [1,2]. En

atr‘e, les analyseurs de processus peuvent avoir besoin, pour fonctionner correctement,
9( uides auxiliaires ou d’autres utilités.

C'es t d’'un systéme de manipulation d’échantilion que de connecter un ou plusieurs
anal de processus a une ou plusieurs sources de fluide et & I'environnement, de
fagon ondre aux besoins de I'analyseur et & rendre le fonctionnement de I'analyseur
possible un laps de temps acceptable et au prix d’'un volume économiquement justi-
fié de trav maintenance. (Voir a I'annexe A la description de I'objectif, des fonctions

et des propr gws systémes de manipulation d’échantilion.)

Les systémes d @ipulation d’échantillon peuvent assurer les fonctions suivantes [1]:

- prélévement n%;hantillon;

- transport de I’échantilion;

- conditionnement d{ulgthantillon;
- évacuation du flux de rgjet;

- fourniture des utilités; ®

- commutation du flux d’éo@lgn;

- surveillance et régulation des @ités de fonctionnement.

posants qui sont partie intégrante de I’ eur, ou qui sont extérieurs au systéme de
manipulation d’échantillon. Dans le cadre ette norme, ces composants ne sont pas
considérés comme faisant partie du systéme anipulation d’échantillon.

Quelques-unes de ces fonctions peuveéegtout ou en partie, étre remplies par des com-

La conception d’un systéme de manipulation d‘@illon dépend des propriétés du fluide
source, de I'analyseur de processus et des poi Ieret. La conception est liée d’'autre
part aux propriétés requises pour le dispositif co e mesure. Il est trés important

d’essayer un systéme de manipulation d'échantilion. ison de la variété des configura-
tions de systéme et des exigences propres a un syst , de nombreuses procédures
d'essai différentes sont appliquées en pratique; dans cett me, on ne spécifie que les
procédures d’essai qui sont utilisées dans la plupart as. L'utilisateur et le
constructeur peuvent se mettre d’accord sur des procédure sai additionnelles, mais

ces procédures ne sont pas couvertes dans cette norme.

o
2

&
S
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INTRODUCTION

Most process or environmental analyzers are designed to work within specified limits of
the properties of the sample fluid (e.g. pressure, dew-point) at the sample inlet as well as
thé€ oullet [1,2]. Moreover, process analyzers may need auxiliary fluids or other utilities for
theif carrect function.

o

It is the p of a sample handling system to connect one or more process analyzers
with one re source fluids and the environment, so that the requirements of the
analyzer ar t, and so that it is possible for the analyzer to work properly over an

(See annex A e description of the purpose, functions and properties of sample

acceptable pe of time with an economically justified amount of maintenance work.
handling systems.

Sample handling syst r®1ay fulfill the following functions [1]:

- sample extraction;O/(

- sample transport; /‘

- sample conditioning; 0

- exhaust stream disposal;

- supply of utilities; @

- sample stream switching; /O

7

- performance monitoring and control®

Some of the functions can be completely tly fulfilled by components which are
integral parts of an analyzer or which are ext o the sample handling system. For the
purpose of this standard these components are nsidered part of the sample handling
system. %

operties of the source fluid, the
esign depends on the proper-
mple handling system is very
@uirements for a system,

The design of a sample handling system depends on e §
process analyzer, and the disposal points. Furthermore &.\
ties required for the complete measuring device. Testing a
important. Due to the variety of system configurations ang
many different test procedures are applied in practice, but i standard only the test
procedures which are used in most cases are specified. User a@ufacturer may agree

H

on additional test procedures, but these are not covered in this st
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EXPRESSION DES QUALITES DE FONCTIONNEMENT
DES SYSTEMES DE MANIPULATION D’ECHANTILLON
POUR ANALYSEURS DE PROCESSUS

3

1 omaine d’application et objet

1.1 Qéaine d’application

La prése@orme internationale spécifie les essais qui doivent étre effectués pour déter-
miner les ités de fonctionnement d’un systéme de manipulation d'échantillon. De plus,
elle spécifi informations qui doivent étre fournies par les utilisateurs et les
constructeurs Is systémes.

Elle est applicablc%

a) aux systémes Q(r(napipulation d’échantillons gazeux ou liquides, pour les analy-
seurs de processus loyés a toute fin ultime: contréle de processus, emission,
surveillance de l'air a t, etc.

b) a la fois aux systémes@]plets et aux composants de ces systémes;

c) aux alimentations et a linsfrimentation assurant ou régulant d’autres utilités
nécessaires soit aux analyseurs rocessus, soit aux composants du systéme de
manipulation d’échantillon, dans la me ou elles en constituent une partie fonctionnelle;

%

d) aux aménagements destinés a conse@équalités de fonctionnement des systémes;

e) aux aménagements destinés a conserver, les qualités de fonctionnement des
analyseurs si ces aménagements font parti stéme de manipulation d’échantillion
et non de I'analyseur.

NOTES :

1 La présente norme a été préparée en accord avec les principe§ graux établis dans la CEl 359.

sont traitées dans I'ISO 1000 et les recommandations pour I'emploi urs multiples et de certaines

autres unités dans P'ISO 31.

1.1.1  Exclusion du domaine d’application 5

2 Les régles applicables aux principes généraux concernant les itE's, les unités et les symboles

La présente norme ne couvre pas:

- les aspects généraux des analyseurs de processus (voir CEl 746 es analy-
seurs électrochimiques);

NOTE - Une norme CEIl est en préparation pour les analyseurs de gaz. L

§

- les prescriptions concernant la sécurité électrique (voir CEl 348);
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EXPRESSION OF PERFORMANCE OF
SAMPLE HANDLING SYSTEMS
FOR PROCESS ANALYZERS

.
:/
1 Scﬁsz and object

1.1 Sco;Qé

This Internatio@Standard specifies the tests which should be carried out to determine
the functional p ronance of sample handling systems. In addition it specifies the infor-
mation to be prov y the manufacturers and users of such systems.

It is applicable to: ®

a) systems handling gageous,or liquid samples for process analyzers used for any
ultimate purpose, e.g. proc@ontrol, emission, ambient air monitoring, etc.;

b) complete systems and syste@omponents;

c) power supplies and instrumentam for providing and controlling other utilities
necessary for process analyzers or sa handling system components, only in so far
as they are a functional part of the system,; "

d) facilities for maintaining system performa@E

e) facilities for maintaining the performance of the pgacess analyzer if these are part of
the sample handling system and not the analyzer. &

NOTES :

1 This standard has been prepared in accordance with the general prin§yfsset out in IEC 359.
2 Requirements for general principles concerning quantities, units and s@l are given in 1ISO 1000
i I?é

and recommendations for the use of their multiples and of certain other units 31.
1.1.1  Aspects excluded from scope : 6
This standard does not cover: }

- general aspects of process analyzers (see IEC 746 for electrochemical an@);

NOTE - An IEC standard is in preparation for gas analyzers. L{S‘

- electric safety requirements (see IEC 348);





